KOMPLEKSOWE
UStUGI

w zakresie obrazowania oraz analizy
mikrostruktury materiatéw
i elementdw struktur

WSPARCIE ROZWOJU
TECHNOLOCGII

wykrywanie oraz analiza wad
materiatowych,
charakteryzacja nowych materiatow
i struktur

SZEROKI WACHLARZ
TECHNIK

od nieniszczacej metody
mikrotomografii az po
wysokorozdzielczg transmisyjng
mikroskopie elektronows,
pozwala na przeprowadzanie analizy
strukturalnej w szerokim zakresie
powigkszen:

od centymetrow do
utamkow nanometrow
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Zl tukasiewicz

Instytut Mikroelektroniki
i Fotoniki

Mikrotomografia komputerowa

« W sposa@b nieniszczacy przeswietlamy
elementy o rozmiarach do

« Ujawniamy obecnosc wtracen i
wydzielen, pekniec, pordow oraz
innych wad w objetosci materiatu

« Na podstawie pomiarow
konstruujemy model 3D oraz
uzyskujemy przekroje 20D

« Przeprowadzamy analize ilosciowa
zaobserwowanych wad/szczegotow
mikrostruktury.

Dyfraktometria rentgenowska

« Aby zidentyfikowac fazy Krystaliczne w materiale, w tym réwniez w
objetosci cienkich warstw, przeprowadzamy badania standardowe
metodg rentgenowskiej dyfraktometrii JR4z{8);

» Analiz dokonujemy w sposab
jakosciowy oraz ilosciowy. Technika
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Unikalny detektor EDS w skaningowym mikroskopie elektronowym [SEM] Z'I tukasiewicz

Instytut Mikroelektroniki
i Fotoniki

» Lokalng analiza sktadu chemicznego, w tym mapowanie przestrzennego
rozktadu pierwiastkow chemicznych w skali od mikrometra do utamkow
milimetra, mozemy wykonywac dzieki zastosowaniu wyjgtkowo czutego
detektora BE8ER (FlatQUAD]) w skaningowym mikroskopie elektronowym

o Stosujemy chtodzenie preparatu minimalizujgc odziatywanie z wigzka
elektronowg wrazliwych materiatéow (np. zwigzkdw siarki). Poprzez
zastosowanie zogniskowanej wigzki jonow mozemy odstania¢ do
analizy fragmenty materiatu znajdujgce sie pod powierzchnia.

o Wykonamy takze pomiary elektryczne w wybranych obszarach probki, w skali
mikro- i submikrometrowe;j.

mapy rozkiadu plereiasthow
z przekroju wgtebnege
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Badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM])

o Po zidentyfikowaniu najbardziej istotnych elementdw badanej struktury,
precyzyjnie wycinamy cienkie preparaty do badan w transmisyjnym
mikroskopie elektronowym EREENA)

» Tryb wysokiej rozdzielczosci BIglz8l2N08 pozwala nam na analize fragmentow
prébek (np. miedzypowierzchni warstw czy krystalitow) nawet w skali
atomowej.

Skontaktuj sie z nami a przedstawimy Ci oferte dopasowang do Twaoich
potrzeb. Wybierzemy techniki oraz spostb analizy najbardziej odpowiednie
do rozwigzania Twojego problemu.

Dr inz. Marek Wzorek
marek.wzorek(@imif.lukasiewicz.gov.pl <<<

@ tel. +48 22 548 78 95
Dr inz. Adam taszcz
adam.laszcz@imif.lukasiewicz.gov.pl <K< @ imif.lukasiewicz.gov.pl

tel. +48 22 548 77 61
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